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             〔Ecopia社製〕 

 

Hall Effect Measurement System  

Model :  NoHMS5300/5000/AMP55T  

Variable temperature system : 80K ~ 350K.  
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1. 基本構成  

 

1) 本体.  

・非常にコンパクトな構造で安定性に優れた電流電源を使用 

・Van der Pauw方法による測定 

 

2) 0.51Tesla 永久磁石 Kit (Model No: AMP55T) 

・0.51Tesla 永久磁石 

・permanent magnet.  

・Phosphorous 銅 サンプルボード 

・サンプルボードにヒーター内蔵 

・LN2 タンク (筒状 LN2 タンク、スクウエアーLN2 タンク) 

・温度センサー 

 

 

      

 

    

  

 

Sample mounting kit 構成  

・Model No: SH80350K 

・筒状 LN2 タンク 

・サンプルボード,  

・温度センサー 

・ヒーター 

・磁石の蓋 

・ケーブル 

AMP Magnet kit 上部. 

・永久磁石駆動コントローラー 

・筒状LN2 タンク 

・磁石の蓋 

・ケーブル 
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3) RT, 77K (LN2 temp)測定専用サンプルボード、永久磁石部分のふた 

・Model No: RTSK-5000 

・オプションアクセサリ ( HMS5000フルセットには含まれていません) 

     

  

・ RT と 77K の み で 測 定 の 場 合 は , AMP55T(magnet  kit of HMS5000) に

(Model# SH80350K)からこの上記オプションアクセサリに変更して測定をします。 

 

 

4) S/W プログラム 

 

 

 

 

                     < HMS5000 model’s test main page > 
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 < I-V, I-R graph as per temp variation >    < Carrier concentration vs temp variation > 

     

< Carrier mobility vs temp variation >            < Resistivity vs temp variation > 

 

     

< Hall Coefficient vs temp variation >      < Conductivity vs temp variation > 
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2. 機器仕様  

1) 一般的仕様 

 

2) S/W 動作環境 

Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 

 

3) データインデックス 

・N / P type decision. 

・Bulk, Sheet Carrier Concentration 

・Resistivity 

・Mobility, Hall Coefficient 

・Magneto resistance 

・The ratio of Vertical/Horizontal resistance value)   

 

4) 測定対象サンプル 

Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN, TCO(including ITO), AlZnO, FeCdTe, ZnO and  

all of semiconductors. 

 

3. 成績証明書 

CE Mark 取得:  HMS5000’s CE markを既に取得済み  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

株式会社インターナショナル・サーボ・データー 

〒164-0012 東京都中野区本町4-46-9 オーチュー第6ビル4階 

TEL 03-6382-4350 / FAX 03-6382-4351 

E-mail enomotomasa@isdsystems.co.jp 
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